
Ｓｅｓｓｉｏｎ ５　 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉｍａｇｉｎｇ Ｔｈｅｏｒｉｅｓ ａｎｄ Ｎｏｖｅｌ ＣＴ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
数字成像理论与 ＣＴ新技术

　 １４:００－１８:１０ꎬ Ｓａｔｕｒｄａｙꎬ Ｏｃｔｏｂｅｒ ２８ꎬ ２０２３

　 Ｌｏｃａｔｉｏｎ: Ｒｏｏｍ ２－５ (Ｓｅｃｏｎｄ Ｆｌｏｏｒ) ｏｆ Ｇｒｅａｔ Ｈａｌｌ / 会议中心 ２－５ 会议室

　 Ｃｈａｉｒ: Ｊｉａｎ ＺＨＡＮＧꎬ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙ

　 Ｖｉｃｅ－Ｃｈａｉｒ: Ｘｉｎｇｄｏｎｇ ＬＩꎬ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙꎻ Ｙｕｎｓｏｎｇ ＺＨＡＯꎬ Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

　 Ｏｒｇａｎｉｚｅｒ: ＣＴ Ｔｈｅｏｒｙ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｆ ＣＳＳꎻ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙ

Ｔｉｔｌｅ Ｒｅｐｏｒｔｅｒ Ｃｈａｉｒｓ

１４:００－１４:１０ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ Ｘｉｎｇｄｏｎｇ ＬＩ

１４:１０－１４:４０
Ｔｈｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ ｏｆ ＨＥＰＳ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｈａｒｄ Ｘ－ｒａｙ
Ｉｍａｇｉｎｇ Ｂｅａｍｌｉｎｅ

Ｇａｎｇ ＬＩꎬ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｈｉｇｈ Ｅｎｅｒｇｙ Ｐｈｙｓｉｃꎬ ＣＡＳ　

１４:４０－１５:００
Ａｎ Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ ｆｏｒ Ｌｉｎｅａｒ Ｃｏｍｐｕｔｅｄ
Ｌａｍｉｎｏｇｒａｐｈｙ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｒｅｃｕｒｓｉｖｅ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ

Ｊｉｎｇ ＺＯＵꎬ
Ｔｉａｎｊｉｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１５:００－１５:２０
Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ Ｖｉｅｗ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｅｒｒｏｒ Ｅｑｕｉ－
ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｐａｒｓｅ－ｖｉｅｗ ＣＴ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

Ｙｉｎｇｈｕｉ ＺＨＡＮＧꎬ
Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１５:２０－１５:４０
Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ Ｓｐｅｃｔｒａｌ ＣＴ Ｉｍａｇｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ
Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｂｌｉｎｄ Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙｃｈｒｏｍａｔｉｃ
Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｓ

Ｘｉａｏｊｉｅ ＺＨＡＯꎬ
Ｎｏｒｔｈ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｎａ　

１５:４０－１６:００
Ａｎ Ｉｍａｇｅ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ ｆｏｒ Ｓｐｅｃｔｒａｌ
Ｅｘｔｅｒｉｏｒ Ｐｒｏｂｌｅｍ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｅｄｇｅ－ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ
Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ ａｎｄ Ｅｄｇｅ－Ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ Ｓｍｏｏｔｈｉｎｇ

Ｙａｎｗｅｉ ＱＩＮꎬ
Ｃａｐｔｉａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

Ｌｉ ＺＨＡＮＧꎬ
Ｔｓｉｎｇｈｕａ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１６:００－１６:１０ Ｔｅａ Ｂｒｅａｋ

１６:１０－１６:３０
Ｍｅｔａｌ Ａｒｔｉｆａｃｔｓ Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ Ｂａｓｅｄ ｏｎ ａ Ｐｈｙｓｉｃｓ－
ｉｎｆｏｒｍｅｄ Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ Ｓｉｎｏｇｒａｍ Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ
Ｍｏｄｅｌ　

Ｓｈｕｑｉｏｎｇ ＦＡＮꎬ
Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　

１６:３０－１６:５０
Ｎｏｉｓｅ Ｐｏｗｅｒ Ｓｐｅｃｔｒｕｍ ｏｆ Ｄａｒｋ－ｆｉｅｌｄ Ｉｍａｇｉｎｇ
Ｕｓｉｎｇ ａ Ｇｒａｔｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｅｒ

Ｐｅｉｙｕａｎ ＧＵＯꎬ
Ｔｓｉｎｇｈｕａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１６:５０－１７:１０
Ａｖｏｉｄｉｎｇ Ｂａｃｋ－ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ Ｗｅｉｇｈｔｉｎｇ Ｆａｃｔｏｒ ｆｏｒ
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｓｏｕｒｃｅ－Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｕｔｅｄ
Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　

Ｚｈｉｓｈｅｎｇ ＷＡＮＧꎬ
Ｈａｒｉｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　

１７:１０－１７:３０
Ａ Ｒａｎｄｏｍ Ｗａｌｋ Ｒｅｇｕｌａｒｉｚｅｄ Ｓｍｏｏｔｈｉｎｇ ａｎｄ
Ｉｎｐａｉｎｔｉｎｇ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ｆｏｒ Ｄｅｐｔｈ Ｆｒｏｍ Ｆｏｃｕｓ

Ｙｕｈａｎｇ ＺＨＥＮＧꎬ
Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　

１７:３０－１７:５０
Ａ Ｔｅｓｔ Ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ Ｍａｘｉｍｕｍ Ｄｅｔｅｃｔａｂｌｅ Ｓｔｅｅｌ
Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｘ－ ＲＡＹ ＣＴ

Ｈａｉｊｉａｎｇ ＤＯＮＧꎬ
Ｃｈｉｎａ Ｕｎｉｔｅｄ Ｔｅｓｔ ＆Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
Ｃｏ.ꎬ Ｌｔｄ.　

１７:５０－１８:１０
Ｏｎｅ Ｋｉｎｄ Ｄｉｒｅｃｔ Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ Ｘ－ｒａｙ Ｄｅｔｅｃｔｏｒ
(ＣｄＴｅ Ｄｅｔｅｃｔｏｒ)

Ｄｏｎｇ ＷＡＮＧꎬ
Ｖａｒｅｘ Ｉｍａｇｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　

Ｚｈａｎｌｉ ＨＵꎬ
Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
ｏｆ Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙꎬ
ＣＡＳ

５２



　 １４:００－１８:００ꎬ Ｓｕｎｄａｙꎬ Ｏｃｔｏｂｅｒ ２９ꎬ ２０２３

　 Ｌｏｃａｔｉｏｎ: Ｒｏｏｍ ２－５ (Ｓｅｃｏｎｄ Ｆｌｏｏｒ) ｏｆ Ｇｒｅａｔ Ｈａｌｌ / 会议中心 ２－５ 会议室

　 Ｃｈａｉｒ: Ｊｉａｎ ＺＨＡＮＧꎬ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙ

　 Ｖｉｃｅ－Ｃｈａｉｒ: Ｘｉｎｇｄｏｎｇ ＬＩꎬ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙꎻ Ｙｕｎｓｏｎｇ ＺＨＡＯꎬ Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

　 Ｏｒｇａｎｉｚｅｒ: ＣＴ Ｔｈｅｏｒｙ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｆ ＣＳＳꎻ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙ

Ｔｉｔｌｅ Ｒｅｐｏｒｔｅｒ Ｃｈａｉｒｓ

１４:００－１４:３０
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ Ｉｍａｇｉｎｇ Ｂａｓｅｄ ｏｎ
Ｍｅｄｉｃａｌ－ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎ

Ｚｈａｎｌｉ ＨＵꎬ
Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙꎬ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ
Ｓｃｉｅｎｃｅｓ

１４:３０－１４:５０ Ｘ－ＲＡＹ Ｉｍａｇｉｎｇ ｉｎ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｈｅｒｉｔａｇｅ
Ｑｉｏｎｇ ＸＵꎬ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｈｉｇｈ Ｅｎｅｒｇｙ Ｐｈｙｓｉｃｓꎬ ＣＡＳ

１４:５０－１５:１０
ＥＭＣＰＮＮ: Ａ Ｌｏｗ－ｄｏｓｅ ＣＴ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ
Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｂａｓｅｄ ｏｎ ＴＶ－ｒｅｇｕｌａｒｉｚｅｄ ＥＭ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ

Ｒａｎ ＡＮꎬ
Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１５:１０－１５:３０
Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｄｅｆｅｃｔ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ ｆｏｒ
Ｒａｉｌｗａｙ Ｃａｓｔｉｎｇ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｉｃ Ｉｍａｇｅ
Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｄｅｅｐ Ｌｅａｒｎｉｎｇ　

Ｗａｎｇ ＬＩＡＯꎬ
Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１５:３０－１５:５０
Ａ Ｓｅｍｉ－ｓｕｐｅｒｖｉｓｅｄ Ｄｅｎｏｉｓｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ Ｌｏｗ－
ｄｏｓｅ ＣＴ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ Ｎｏｒｍａｌｉｚｉｎｇ Ｆｌｏｗ

Ｃｈｕｗｅｎ ＨＵＡＮＧꎬ
Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

Ｍｉｎ ＹＡＮＧꎬ
Ｂｅｉｈａｎｇ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１５:５０－１６:００ Ｔｅａ Ｂｒｅａｋ

１６:００－１６:２０
Ｍｕｌｔｉ－Ｃｏｓｔ Ｌｏｓｓ Ｂａｓｅｄ Ｄｉｓｐａｒｉｔｙ Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ
Ｎｅｔｗｏｒｋ ｆｒｏｍ Ｌｉｇｈｔ Ｆｉｅｌｄ

Ｙｕａｎｓｈｅｎ ＡＮꎬ
Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　

１６:２０－１６:４０
Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｄｕａｌ－ｅｎｅｒｇｙ Ｓｐｅｃｔｒａｌ
ＣＴ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｈｕａｈａｉ ＳＵＮꎬ
Ｔｓｉｎｇｈｕａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１６:４０－１７:００
ＴＷＦ－ＭＤＴＶ: Ｍｕｌｔｉ－Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ ＴＶ ａｌｇｏｒｉｔｈｍ
ｂａｓｅｄ ｏｎ ｔｈｅ Ｔｉｇｈｔ Ｗａｖｅｌｅｔ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ｆｏｒ
ｌｉｍｉｔｅｄ－ａｎｇｌｅ ＣＴ ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

Ｊｉｎｇｘｕｅ ＬＩꎬ
Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１７:００－１７:２０
Ａ Ｒｉｎｇ Ａｒｔｉｆａｃｔ Ｒｅｍｏｖａｌ Ｍｏｄｅｌ ｗｉｔｈ Ｄｕａｌ
Ｄｏｍａｉｎ Ｒｅｇｕｌａｒｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｘ－ｒａｙ Ｃｏｍｐｕｔｅｄ
Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　

Ｘｉｎ ＬＵꎬ
Ｃａｐｉｔａｌ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１７:２０－１７:４０
Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｈａｐｅｓ ａｎｄ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ ｏｆ
Ｌｏｎｇｈｏｒｎ Ｂｅｅｔｌｅｓ Ｇａｌｌｅｒｉｅｓ Ｕｓｉｎｇ Ｓｐｉｒａｌ ＣＴ

Ｒｏｎｇｒｏｎｇ ＺＨＡＮＧꎬ
Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｆｉｒｓｔ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

１７:４０－１８:００
Ｓｔａｔｉｃ ＣＴꎬ Ｒｅｄｅｆｉｎｉｎｇ ＣＴ Ｕｌｔｒａ Ｈｉｇｈ Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ
Ｉｍａｇｉｎｇ　

Ｊｕｎ ＬＩＡＮＧꎬ
Ｎａｎｏｖｉｓｉｏｎ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
(Ｓｈａｎｇｈａｉ) Ｃｏ.ꎬ Ｌｔｄ.

Ｂａｏｄｏｎｇ ＬＩＵꎬ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ
Ｈｉｇｈ Ｅｎｅｒｇｙ
Ｐｈｙｓｉｃꎬ ＣＡＳ

６２


